Badanie topografii powierzchni prébki zlota Au (111) technika
Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM)

Rys.1 Fragment struktury powierzchni ztota Au (111) w skali Ix1um (po lewej) oraz 2.6 x 3.6 nm z
widoczng strukturg atomowa (po prawej).

Zagadnienia teoretyczne:

— Podstawy fizyki ciata stalego (m.in: struktura i powstawanie krysztatow, budowa komérki
clementarne; i jej rodzaje, wskazniki Millera, odleglosci migdzyplaszezyznowe), budowa
komorki elementarnej ztota krystalicznego (111).

— Zagadnienie czastki w studni potencjalu, efekt tunelowy (tunelowanie przez bariere
potencjatu).
— Budowa i zasada dziatania mikroskopéw ze skanujacg sondg w tym STM i AFM, w tym:

budowa skanera piezoelektrycznego, tryby pracy mikroskopéw AFM i STM, artefakty na
obrazach STM/AFM,

— Zastosowanie techniki STM/AFM w nanotechnologii.

Czynnosci wstepne:

— Zapoznanie z elementami sktadowymi urzadzenia.
— Zapoznanie ze srodowiskiem oprogramowania Nanonis V5.
— Zapoznanie ze $rodowiskiem oprogramowania WsxM 4.0.

— Przygotowanie uktadu do pracy (sprawdzenie poprawnosci potaczen elektrycznych,
weryfikacja parametrow prozni).

Czynnosci dodatkowe:

— Ostrzenie igly, oczyszczanie badanej probki.

— Przygotowanie uktadu do sputteringu.

— Wprowadzenie tarczy do sputteringu igly.

— Sputtering igly/probki z uzyciem gazu roboczego Ar.
— Podgrzewanie probki badane;.



Pomiary wlasciwe:

— Najazd igty do probki badane;.

— Obserwacja i dobor parametréw pracy instrumentu dla uzyskania zadowalajacych
wynikéw pomiaru.

— Akwizycja obrazéw przedstawiajacych topografie powierzchni probki w roznych skalach:

j—

Ix1um —2x2um - obrazowanie taraséw i duzych struktur na powierzchni probki.

2. 100x100 nm - 300x300 nm - obrazowanie powierzchni tarasow i zmian powierzchniowych
zwigzanych z rekonstrukcja powierzchni.

3. 5x5nm - 20x20 nm - obrazowanie struktury atomowej powierzchni.

Analiza danych pomiarowych:
— Kalibracja probki (wyplaszczanie powierzchni, redukcja szuméow).
— Wyznaczanie parametréw obserwowanej komorki elementarnej ( pomiary odleglosci i
katow).
— Wyznaczanie profili wysoko$ciowych obserwowanych struktur.
— Generowanie obrazéw 3D powierzchni prébki.
— Okreslanie porowatosci obserwowanych powierzchni.
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